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Beschreibung 

Integrierter Baustein mit einem Verzogerungselement 

5 Die Erfindung betrifft einen integrierten Baustein mit einem 
Verzogerungselement zum Einstellen einer gewunschten Verzoge- 
rung eines schaltkreisinternen Signals. Die Erfindung be- 
trifft weiterhin ein Verfahren zum Einstellen einer zeitli- 
chen Lage eines Signals in einem Signalpfad eines Schaltkrei- 
10 ses eines integrierten Bausteines auf eine Sollsignallage . 

Integrierte Schaltkreise weisen Signalpfade auf , auf denen 
Signale zu Schaltkreisen gefuhrt werden. Aufgrund von Leiter- 
bahnlangen, Leitungskapazitaten u.A. erfahren die schaltungs- 
internen Signale eine Verzogerung, die vor der Herstellung 

15 der integrierten Schaltung nicht exakt bestimmt werden kann, 
da beispielsweise der Einfluss des Gehauses, des Leadframes 
und der Prozessschwankungen nicht exakt vorher bestimmbar 
sind. Haufig mussen die schaltkreisinternen Signale deshalb 
zeitlich so angepasst werden, dass deren Signalf lanken inner- 

20 halb vorgegebener Zeitfenster liegen. Insbesondere bei Spei- 
cherbausteinen existieren Setup- und Hold-Zeiten, die eine 
sehr prazise zeitliche Lage einer Signalf lanke vorgeben. 




Aus diesem Grund werden in der integrierten Schaltung so ge- 
nannte Delay-Ketten (Verzogerungsketten) in den Signalpfad 



25 implementiert , die in dem Signalpfad eingeschaltet oder aus- 
geschaltet werden konnen. Durch Einschalten der Verzogerungs- 
elemente kann man Signale verzogern, durch Ausschalten bzw. 
Uberbrucken der Verzogerungselemente die Signale bei zuvor 
eingeschalteten Verzogerungselement beschleunigen. Das Ein- 

30 und Ausschalten der Verzogerungselemente wird mit Hilfe einer 
zusatzlichen Metallisierungsmaske im Herstellungsprozess der 
integrierten Schaltung durchgef uhrt , wobei die vorgenommenen 
Metallisierungen ein Verzogerungselement in einen Signalpfad 
schalten oder durch ein Kurzschliefien bei Uberbrucken eines 



B 
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Verzogerungselementes ein Verzogerungselement nicht in den 
Signalpfad schalten. 

Das Anpassen der Signallauf zeit wird ftir alle integrierten 
Schaltungen einer prozessierten Substratscheibe mit Hilfe ei- 
5 ner Maske durchgef iihrt . Eine nachtragliche Anderung nach Her- 
stellung der Einstellungsmetallisierung ist bei prozessierten 
Bauelementen nicht moglich. Durch Herstellen einer neuen Me- 
tallmaske konnen nachfolgende hergestellte integrierte Bau- 
steine entsprechend veranderten Timing-Bedingungen angepasst 
10 werden. Eine individuelle Einstellung der Signallauf zeit in 
einem integrierten Baustein ist nicht moglich. Durch das 
festgelegte Ein- oder Ausschalten der Verzogerungselemente in 
dem Signalpfad konnen des Weiteren Unterschiede bei den Ver- 
zogerungszeiten der Verzogerungselemente, die beispielsweise 
15 durch Prozessabweichungen oder Ahnliches bewirkt werden, 
nicht mehr berucksichtigt werden. 

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen integ- 
rierten Baustein vorzusehen, bei dem die Verzogerung eines 
Signals auf einem Signalpfad moglichst genau eingestellt wer- 
den kann. Es ist weiterhin Aufgabe der vorliegenden Erf in- 
dung, ein Verfahren zum Einstellen einer zeitlichen Lage ei- 
nes Signals in einem Signalpfad eines Schaltkreises auf eine 
Sollsignallage vorzusehen. 

Diese Aufgabe wird durch den integrierten Baustein nach An- 
spruch 1 sowie das Verfahren nach Anspruch 8 gelost. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in 
den abhangigen Anspruchen angegeben. 

GemaS einem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist ein 
integrierter Baustein mit einem Schaltkreis und mehreren 
30 Ein-/Ausgangsanschlussen vorgesehen. Jeder der Ein-/Ausgangs- 
anschlusse ist mit einer Treiberschaltung zum Treiben von 
Ausgangssignalen und mit einer Empf angsschaltung zum Empfan- 
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gen von Eingangssignalen verbunden. In dem integrierten Bau- 
stein ist ein erstes Verzogerungselement vorgesehen, das in 
einem Signalweg eines schaltkreisinternen Signals einschalt- 
bar oder abschaltbar ist, um das schaltkreisinterne Signal zu 
5 verzogern oder zu beschleunigen, d.h. nicht zu verzogern. 
Weiterhin ist ein erstes Testverzogerungselement an einem 
ersten Ein-/Ausgangsanschlusspaar vorgesehen, das baugleich 
zu dem ersten Verzogerungselement ausgefuhrt ist, um in einem 
Testvorgang die erste Verzogerungszeit durch die Signallauf- 
10 zeit zwischen den zwei Ein- / Ausgangsanschlussen des ersten 
Ein-/Ausgangsanschlusspaares zu bestimmen. 

Wesentlich fur den erf indungsgemaSen integrierten Baustein 
ist das Vorsehen eines ersten Testverzogerungselementes , das 
baugleich zu dem ersten Verzogerungselement, das in einem 
15 Signalpfad ein- und ausschaltbar ist, ausgefuhrt ist. Da- 

durch, dass sowohl das erste Verzogerungselement als auch das 
erste Testverzogerungselement mit den gleichen Herstellungs- 
prozessen hergestellt worden sind, sind die Verzogerungszei- 
ten der beiden Verzogerungselemente im Wesent lichen iden- 
2 0 tisch. Das Testverzogerungselement ermoglicht es nun, die ex- 
akte Verzogerungszeit des ersten Verzogerungselementes zu er- 
mitteln, um somit eine Entscheidung, ob das erste Verzoge- 
rungselement in den Signalpfad geschaltet werden soil oder 
^ i nicht, treffen zu konnen. 



2 5 Es kann weiterhin ein zweites schaltkreisinternes Verzoge- 
rungselement vorgesehen sein, wobei das erste und das zweite 
Verzogerungselement voneinander unabhangig in dem Signalpfad 
schaltbar sind, um ein schaltkreisinternes Signal durch Zu- 
schalten oder Abschalten bzw. Uberbriicken des ersten und/oder 

30 des zwei ten Verzogerungselementes zu verzogern oder zu be- 
schleunigen bzw. nicht zu verzogern. Ein zweites Testverzoge- 
rungselement ist an einem zwei ten Ein-/Ausgangsanschlusspaar 
vorgesehen, wobei das zweite Testverzogerungselement bau- 
gleich zu dem zweiten Verzogerungselement ausgefuhrt ist, um 

35 in dem Testvorgang die zweite Verzogerungszeit durch die Sig- 
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nallaufzeit zwischen den zwei Ein-/Ausgangsanschlussen des 
zweiten Ein-/Ausgangsanschlusspaares zu bestimmen. Auf diese 
Weise konnen an verschiedenen Ein- / Ausgangsanschlusspaaren 
verschiedene Verzogerungselemente gemessen werden, so dass 
5 durch geeignetes Ein-/Ausschalten des ersten und/oder des 
zweiten Verzogerungselementes eine gewunschte Verzogerung 
bzw. Beschleunigung des schaltkreisinternen Signals erreicht 
werden kann. 



Es kann eine Verzogerungssteuereinheit vorgesehen sein, die 
10 mit dem ersten und/oder dem zweiten Verzogerungselement ver- 

bunden ist, urn das schaltkreisinterne Signal durch Zuschalten 
^ Oder Abschalten der ersten und/oder der zweiten Verzogerungs- 
elemente mit einer gewunschten Verzogerungszeit zu verzogem. 
Die Verzogerungssteuereinheit weist vorzugsweise einen nicht 
15 fluchtigen Einstellungsspeicher auf, urn einen Einstellungs- 
wert zu speichern, der das Zuschalten und das Abschalten der 
Verzogerungselemente bestimmt. Auf diese Weise kann uber die 
Verzogerungssteuereinheit die exakte Verzogerung des schalt- 
kreisinternen Signals eingestellt werden. Der nicht fliichtige 
20 Einstellungsspeicher ermoglicht es, die eingestellte Verzoge- 
rung dauerhaft zu speichern. Als mogliche Einstellungsspei- 
cher kommen Fuse-Speicher , insbesondere elektrische Fuses, in 
Betracht . 

Vorzugsweise sind die Ein-/Ausgangsanschlusse des ersten 
25 und/oder des zweiten Ein-/Ausgangsanschlusspaares zueinander 
benachbart angeordnet. Auf diese Weise sind die Signallauf- 
zeit aufgrund von Leitungslangen von und zu dem jeweiligen 
Verzogerungselement moglichst reduziert. Das erste und/oder 
das zweite Testverzogerungselement sind gemaS einer Teststeu- 
3 0 ereinheit ein- bzw. ausschaltbar , urn das erste und/oder das 
zweite Testverzogerungselement nur wahrend des Testvorgangs 
mit dem jeweiligen Ein-/Ausgangsanschlusspaar zu verbinden. 
Auf diese Weise konnen die Ein-/Ausgangsanschlusse voneinan- 
der getrennt betrieben werden, wenn der integrierte Baustein 
3 5 nicht in einem Testmodus getestet wird. 
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Weiterhin kann vorgesehen sein, dass Ein-/Ausgangsanschlusse 
eines dritten Ein-/Ausgangsanschlusspaares miteinander im We- 
sentlichen gema£ der Teststeuereinheit ein-/ausschaltbar ver- 
bunden sind. Auf diese Weise kann die Signallauf zeit von ei- 
5 nem Ein-/Ausgangsanschluss des dritten Ein-/Ausgangsan- 

schlusspaares zu dem anderen Ein-/Ausgangsanschluss gemessen 
werden. Die Differenz aus der gemessenen Signallauf zeit durch 
ein Testverzogerungselement und der Signallauf zeit durch das 
dritte Ein-/Ausgangsanschlusspaar entspricht dann der Verzo- 
10 gerungszeit des gemessenen Testverzogerungselementes , wobei 
die Signallauf zeiten der Zufiihrungsleitungen zu dem Testver- 
zogerungselement herausgerechnet werden konnen. 



Es kann vorgesehen sein, dass die Treiberschaltung und die 
Empfangsschaltung jedes der Ein-/Ausgangsanschlusse gemaS dem 
15 Testvorgang voneinander getrennt ein-/ausschaltbar sind. 

GemaB einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung ist 
ein Verfahren zum Einstellen einer zeitlichen Lage eines Sig- 
nals in einem Signalpfad eines Schaltkreises eines integrier- 
ten Bausteines auf eine Sollsignallage vorgesehen. Ein erstes 
20 Verzogerungselement wird in dem Signalpfad ein- oder ausge- 
schaltet, urn die zeitliche Lage des Signals in Richtung der 
Sollsignallage zu verandern. Eine Verzogerungszeit eines ers- 
U ten baugleich zum ersten Verzogerungselement ausgefuhrten 



25 schlusspaar angeordnet ist, wird gemessen, wobei abhangig von 
der gemessenen Verzogerungszeit das erste Verzogerungselement 
ein- oder ausgeschaltet wird. 

Auf diese Weise wird vor dem Einstellen der Signalverzogerung 
in dem Signalpfad zunachst der genaue Wert der Verzogerungs- 
30 zeit des Verzogerungselementes bestimmt, bevor entschieden 
wird, ob das schaltkreisinterne Signal mit dem jeweiligen 
Verzogerungselement verzogert werden soil oder nicht. 




Testverzogerungselementes, das an einem Ein~/Ausgangsan- 



Infineon Technologies AG 

6 



INF 1625 



Es kann weiterhin vorgesehen sein, dass ein zweites Verzoge- 
rungselement in dem Signalpfad so ein- oder ausgeschaltet 
wird, urn die zeitliche Lage des Signals in Richtung der Soll- 
signallage zu verandern. Die Verzogerungszeit des zweiten 
5 Verzogerungselementes wird ebenso wie die des ersten Verzoge- 
rungselementes ermittelt, indem die Verzogerungszeit eines 
baugleichen zweiten Testverzogerungselementes , das an einem 
Ein-/Ausgangsanschlusspaar angeordnet ist, gemessen wird. Ab- 
hangig von den gemessenen Verzogerungszeiten der Testverzoge- 
10 rungs element e wird das jeweils erste und das zweite Verzoge- 
rungselement ein- oder ausgeschaltet. Auf diese Weise lasst 
sich anhand der exakt bestimmten Verzogerungszeiten der Ver- 
zogerungselemente eine Optimierung des Ein- bzw. Ausschaltens 
der einzelnen Ver zogerungselemente vornehmen, so dass die 
- : 15 zeitliche Lage des schaltkreisinternen Signals moglichst nahe 
an die Sollsignallage angenahert wird. 

-n 

Eine bevorzugte Ausfuhrungsf orm der Erfindung ist in Verbin- 
dung mit den beigefiigten Zeichnungen naher erlautert . Es zei- 
gen : 



20 Figur 1 ein Blockschaltbild eines Ausschnittes eines integ- 
rierten Bausteins gemafi einer bevorzugten Ausfuhrungsf orm der 
Erfindung; und 

H 

v \^ Figur 2 exn Blockschaltbild eines erf indungsgemafien Bau- 
steins gemaS einer weiteren Ausfuhrungsf orm. 

25 Figur 1 zeigt einen Ausschnitt aus einer integrierten Schal- 
tung mit einem ersten Ein-/Ausgangsanschluss 1 und einem 
zweiten Ein-/Ausgangsanschluss 2. Der erste Ein-/Aus- 
gangsanschluss 1 ist mit einer ersten Treiberschaltung 3 und 
einer ersten Empf angsschaltung 4 verbunden. Der zweite Ein-/ 

30 Ausgangsanschluss ist mit einer zweiten Treiberschaltung 5 

und einer zweiten Empf angsschaltung 6 verbunden. Je nachdem, 
ob im normalen Betrieb Daten aus den Ein - / Ausgangsanschliissen 
nach extern gesendet werden oder Daten uber die Ein- /Aus- 
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gangsanschlusse empfangen werden sollen, ist die jeweilige 
Treiberschaltung 3, 5 oder die jeweilige Empf angsschaltung 4, 
6 aktiviert. Dies ermoglicht es einer Nutzschaltung 7 Daten 
uber die Ein - / Ausgangsanschliisse 1, 2 zu empfangen oder Daten 
5 liber die Ein- /Ausgangsanschliisse 1, 2 zu senden. 

Die Nutzschaltung 7 weist einen Signalpfad 8 auf , auf dem ein 
schaltkreisinternes Signal ubertragen wird. Das schaltkreis- 
interne Signal dient zur Ansteuerung eines Timing-sensiblen 
Schaltkreises, z.B. einer Speicherschaltung, bei der Setup- 
10 und Hold-Zeiten eingehalten werden mussen, Im Signalpfad sind 
Verzogerungselemente 9 eingebracht, die gesteuert durch eine 
<HK% Verzogerungssteuereinheit 10 entweder in den Signalpfad ge- 

schaltet werden, so dass das schaltkreisinterne Signal verzo- 
gert wird oder so uberbruckt werden, dass das schaltkreisin- 
15 terne Signal nicht durch das jeweilige Verzogerungselement 9 
verzogert wird. 

Die Verzogerungselemente 9a, 9b, 9c weisen vorzugsweise un- 
terschiedliche Verzogerungszeitwerte, z.B. 100 Picosekunden, 
300 Picosekunden, 500 Picosekunden usw., auf. Diese sollen in 
20 einer Weise geschaltet werden, dass das schaltkreisinterne 

Signal urn eine bestimmte Verzogerungszeit verzogert bzw. be- 
schleunigt wird, so dass das schaltkreisspezif ische Timing 
■0 > eingehalten wird. Soli beispielsweise eine Verzogerungszeit 
v 4 \ von 400 Picosekunden eingestellt werden, so werden die Verzo- 



25 gerungselemente mit 100 und 300 Picosekunden eingeschaltet , 

d.h. in den Signalpfad geschaltet und das Verzogerungselement 
mit 500 Picosekunden ausgeschaltet , d.h. so uberbruckt, dass 
das Signal im Wesentlichen darin nicht verzogert wird. 

Urn die Verzogerungselemente 9a, 9b, 9c in geeigneter Weise 
30 ein- bzw. auszuschalten (zu uberbriicken) , ist es notwendig, 

die exakte Verzogerung der Verzogerungselemente 9a, 9b, 9c zu 
kennen. Dazu ist vorgesehen, dass ein Testverzogerungselement 
11a so zwischen der ersten Datenleitung 12 und der zweiten 
Datenleitung 13 angeschlossen ist, dass ein an dem ersten 
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Ein- /Ausgangsanschluss 1 angelegtes Signal durch das Testver- 
zogerungselement 11a geleitet wird und uber den zweiten Ein- 
/Ausgangsanschluss 2 empfangen werden kann. Das Testverzoge- 
rungselement 11a ist baugleich zu dem ersten Verzogerungsele- 
ment 9a ausgefuhrt, so dass bei einem gemeinsainen Herstel- 
lungsprozess der gesamten Schaltung davon ausgegangen werden 
kann, dass die Verzogerungszeit des Verzogerungselements 9a 
und des Teilverzogerungselements 11a im Wesentlichen iden- 
tisch ist. 

Es ist eine Teststeuereinheit 14 vorgesehen, mit der das 
Testverzogerungselement 11a nur wahrend eines Testvorgang 
zwischen die Ein-/Ausgangsanschlusse 1, 2 geschaltet ist. Die 
Teststeuereinheit 14 ist uber eine oder mehrere Steuerleitun- 
gen mit der ersten und zweiten Treiber schaltung 3, 5 und der 
ersten und zweiten Empf angsschaltung 4, 6 verbunden , um diese 
in einem Testmodus so zu schalten, dass ein an dem ersten 
Ein- /Ausgangsanschluss 1 angelegtes Signal uber die erste 
Empf angsschaltung 4 an das Testverzogerungselement 11a ge- 
trieben wird und durch die zweite Treiberschaltung 5 an dem 
zweiten Ein- /Ausgangsanschluss 2 wieder ausgegeben wird. 
Durch eine externe Testereinheit (nicht gezeigt) lasst sich 
dann die Signalverzogerung des Signals zwischen dem ersten 
und dem zweiten Ein- /Ausgangsanschluss 1, 2 ermitteln. Die 
ermittelte Signalverzogerung dient dann zur Bestimmung, ob 
das dem Testverzogerungselement 11a entsprechende Verzoge- 
rungselement 9a eingeschaltet oder uberbriickt werden soil. 

Wie in Fig. 2 dargestellt, sind mehrere Testverzogerungsele- 
mente 11a, lib, 11c zwischen jeweils zwei benachbarte Ein-/ 
Ausgangsanschlusse 1, 2 angeordnet . Jedes der Testverzoge- 
rungselemente entspricht einem Typ eines Verzogerungselemen- 
tes 9a, 9b, 9c und ist entsprechend baugleich ausgefuhrt. 
D.h., das erste Testverzogerungselement 11a ist baugleich zu 
dem ersten Verzogerungselement 9a, das zweite Testverzoge- 
rungselement lib ist baugleich zu dem zweiten Verzogerungs- 
element 9b, das dritte Testverzogerungselement 11c ist bau- 
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gleich zu dem dritten Verzogerungselement 9c usw. ausgestal- 
tet . 

Beim Ermitteln der jeweiligen Verzogerung wird, wie oben be- 
schrieben, jeweils ein Signal an den ersten Ein-/Ausgangs- 
5 anschluss 1 angelegt und liber den zweiten Ein-/Ausgangsan- 
schluss 2 empfangen und dessen Signallauf zeit ermittelt. Urn 
den Einfluss der Zuf uhrungsleitungen zwischen dem ersten bzw. 
zweiten Ein-/Ausgangsanschluss 1, 2 und dem jeweiligen Test- 
verzogerungselement 11a, lib, 11c zu eliminieren, ist zwi- 

10 schen einem weiteren Ein-/Ausgangsanschlusspaar eine Schalt- 
einrichtung vorgesehen, die gemafi einem Steuersignal von der 
Teststeuereinheit 14 durchschaltbar ist. Durch Anlegen eines 
Signals an dem ersten Ein-/Ausgangsanschluss 1 und Messen der 
Signalverzogerung zu dem zweiten Ein-/Ausgangsanschluss 2 

15 kann die Laufzeit auf den Zuf uhrleitungen gemessen werden. 
Aus der Differenz aus der Signallauf zeit zwischen zwei Ein- 
/Ausgangsanschlussen mit einem dazwischengeschalteten Verzo- 
gerungselement und ohne ein dazwischengeschaltetes Verzoge- 
rungselement kann die Verzogerung des jeweiligen Verzoge- 

20 rungselementes exakt bestimmt werden. 

Die Signallauf zeit des schaltkreisinternen Signals auf dem 
Signalpfad 8 kann nun auf Grundlage der gemessenen Verzoge- 




rungszeiten der jeweiligen Verzogerungselemente moglichst ge- 
nau eingestellt werden. Entsprechend der schaltungsspezif i- 



25 schen Vorgaben wird der Verzogerungssteuereinheit 10 nun uber 
eine externe Testereinheit (nicht gezeigt) mitgeteilt oder 
durch eine schaltungsintern durchgef uhrte Optimierung mitge- 
teilt, welche der Verzogerungselemente eingeschaltet werden 
sollen, so dass das schaltungsinterne Signal verzogert wird 

30 und welche der Verzogerungselemente nicht eingeschaltet, bzw. 
tiberbruckt werden, so dass das Signal ohne Verzogerung durch 
das Verzogerungselement hindurchlauf t . 

Damit das Einstellen nicht bei jedem Einschalten der integ- 
rierten Schaltung erneut durchgef uhrt werden muss, ist in der 
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Verzogerungssteuereinheit 10 ein nicht fluchtiges Speicher- 
element 15 vorgesehen, in dem die Einstellungswerte fur die 
Verzogerungselemente 9a, 9b, 9c gespeichert werden konnen. 
Dieses Speicher element 15 weist vorzugsweise elektrische Fu- 
5 ses auf , die durch einen Programmierstrom dauerhaft program- 
miert werden konnen, so dass Einstellungswerte gespeichert 
werden. Selbstverstandlich kann auch ein EPROM- oder ahnli- 
cher nicht fluchtiger Speicher vorgesehen sein. Es konnen 
auch Speicherelemente unmittelbarer Nahe der Verzogerungsele- 
10 mente 9a, 9b, 9c vorgesehen sein, um den zusatzlichen Ver- 
drahtungsaufwand zu reduzieren. 

Es wird vorzugsweise bei der Herstellung der integrierten 
Schaltung eine mittlere Verzogerung des schaltkreisinternen 
Signals eingestellt, mit der ublicherweise die Timing- 

15 Bedingungen bezuglich Setup- und Hold-Zeiten, z.B. bei DRAM- 
Speichern oder anderen Schaltkreisspezif ikationen, eingehal- 
ten werden konnen. Die beschriebene Schaltung und das dazuge- 
horige Verfahren dient dann dazu, eine Feinjustierung bei den 
integrierten Bausteinen vorzunehmen, bei denen die Timing- 

20 Parameter auSerhalb der vorgegebenen Spezif ikationen liegen. 

Die erf indungsgemaSe Schaltung ermoglicht es, Schaltkreise, 
bei denen die Timing-Spezif ikationen nach vollstandiger Fer- 
^ ^ tigung nicht eingehalten werden, nicht verworfen werden mus- 



\^ sen, indem nachtraglich eine Nachjustierung der Verzogerung 
25 eines schaltkreisinternen Signals vorgenommen wird. Dies ist 
insbesondere dadurch besonders genau moglich, indem zu den 
Verzogerungselementen baugleiche Testverzogerungselemente 
vorgesehen werden, die es ermoglichen, fur jedes Verzoge- 
rungselement, das innerhalb der Nutzschaltkreise 7 angeordnet 
30 ist, die genaue Verzogerungszeit durch eine externe Tester- 
einrichtung zu bestimmen. Dies ist insbesondere deshalb mog- 
lich, da bei baugleichen Verzogerungselementen im Wesentli- 
chen aufgrund desselben Herstellungsprozesses mit denselben 
Verzogerungszeiten zu rechnen ist. 




35 
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Patentanspruche 

1. Integrierter Baustein mit einem Schaltkreis und mehreren 
Ein- /Ausgangsanschlussen (1, 2) , 

wobei jeder der Ein-/Ausgangsanschlusse mit einer Treiber- 
schaltung (3, 5) zum Treiben von Ausgangssignalen und mit ei- 
ner Empf angsschaltung (4, 6) zum Empfangen von Eingangssigna- 
len verbunden ist, 

wobei in dem integrierten Baustein ein erstes Verzogerungs- 
element (9a) mit einer ersten Verzogerungszeit vorgesehen 
ist, das in einen Signalweg (8) eines schaltkreisinternen 
Signals zuschaltbar oder abschaltbar ist, urn das schaltkreis- 
interne Signal zu verzogern oder zu beschleunigen, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass ein erstes Testverzogerungselement (11a). an einem ersten 
Ein-/Ausgangsanschlusspaar (1, 2) vorgesehen ist, das bau- 
gleich zu dem ersten Verzogerungselement (9a) ausgefuhrt ist, 
um in einem Testvorgang die erste Verzogerungszeit durch die 
Signallauf zeit zwischen den zwei Ein- / Ausgangsanschlussen des 
ersten Ein-/Ausgangsanschlusspaares zu bestimmen. 

2. Integrierter Baustein nach Anspruch 1, wobei ein zweites 
schaltkreisinternes Verzogerungselement (9b) vorgesehen ist, 
wobei das^erste und das zweite Verzogerungselement (9a, 9b) 
voneinander getrennt in dem Signalpfad schaltbar sind, um ein 
schaltkreisinternes Signal durch Zuschalten oder Abschalten 
des ersten und/ oder des zwei ten Verzogerungselementes (9a, 
9b) zu verzogern oder zu beschleunigen, wobei ein zweites 
Testverzogerungselement (lib) an einem zwei ten Ein-/Ausgangs- 
anschlusspaar (1, 2) vorgesehen ist, wobei das zweite Test- 
verzogerungselement (lib) baugleich zu dem zweiten Verzoge- 
rungselement (9b) ausgefuhrt ist, um in dem Testvorgang die 
zweite Verzogerungszeit durch die Signallauf zeit zwischen den 
zwei Ein- /Ausgangsanschlussen (1, 2) des zweiten Ein-/Aus- 
gangsanschlusspaares (1, 2) zu bestimmen. 
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3. Integrierter Baustein nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass eine Verzogerungssteuereinheit (10) vorgesehen 
ist, die mit dem ersten und/oder dem zweiten Verzogerungsele- 
ment (9a, 9b) verbunden ist, urn das Signal durch Zuschalten 
Oder Abschalten der ersten und/oder der zweiten Verzogerungs- 
elemente (9a, 9b) zu verzogern, wobei die Verzogerungssteuer- 
einheit (10) einen nicht-f luchtigen Einstellungsspeicher (15) 
aufweist, urn einen Einstellungswert zu speichern, der das Zu- 
schalten und das Abschalten der Verzogerungselemente (9a, 9b, 
9c) bestimmt. 

4. Integrierter Baustein nach Anspruch 1 bis 3, dadurch ge- 
kennzeichnet , dass die zwei Ein-/Ausgangsanschlusse (1, 2) 
des ersten und/oder des zweiten Ein-/Ausgangsanschlusspaares 
(1, 2) zueinander benachbart angeordnet sind. 

5. Integrierter Baustein nach Anspruch 1 bis 4, dadurch ge- 
kennzeichnet , dass das erste und/oder das zweite Testverzoge- 
rungselement (11a, lib) gemaS einer Teststeuereinheit (14) 
ein und ausschaltbar sind, urn das erste und/oder das zweite 
Testverzogerungselement (11a, lib) nur wahrend des Testvor- 
gangs mit dem jeweiligen Ein-/Ausgangsanschlusspaar (1, 2) zu 
verbinden . 

6. Integrierter Baustein nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Ein-/Ausgangsanschliisse (1, 2) eines drit- 
ten Ein-/Ausga'ngsanschlusspaares (1, 2) miteinander im We- 
sentlichen durch die Teststeuereinheit (14) ein- /ausschaltbar 
verbunden sind. 

7. Integrierter Baustein nach Anspruch 1 bis 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Treiberschaltung (3, 5) und die Emp- 

f angsschaltung (4, 6) jedes der Ein-/Ausgangsanschlusse (1, 
2) gemafi dem Testvorgang ein- /ausschaltbar sind. 

8. Verfahren zum Einstellen einer zeitlichen Lage eines 
Signals in einem Signalpfad (8) eines Schaltkreises eines in- 
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tegrierten Bausteines auf eine Sollsignallage, 
wobei ein erstes Verzogerungselement (9a) in dem Signalpfad 
(8) so ein- oder ausgeschaltet wird, urn die zeitliche Lage 
des Signals in Richtung der Sollsignallage zu verandern, 
5 dadurch gekennzeichnet, 

dass eine Verzogerungszeit eines ersten, baugleich zum ersten 
Verzogerungselement (9a) ausgefuhrten ersten Testverzoge- 
rungselementes (11a) , das an einem Ein-/Ausgangsanschlusspaar 
(1, 2) angeordnet ist, gemessen wird, 
10 wobei abhangig von der gemessenen Verzogerungszeit das erste 
Verzogerungselement (9a) ein- oder ausgeschaltet wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass 
das erste und ein zweites Verzogerungselement (9a, 9b) in dem 
Signalpfad so ein- oder ausgeschaltet werden, um die zeitli- 
15 che Lage des Signals in Richtung der Sollsignallage zu veran- 
dern, 

wobei eine Verzogerungszeit eines zweiten, baugleich zum 
zweiten Verzogerungselement (9b) ausgefuhrten Testverzoge- 
rungselementes (lib), das an einem Ein-/Ausgangsanschlusspaar 
20 (1, 2) angeordnet ist, gemessen wird, 

wobei abhangig von den gemessenen Verzogerungszeiten jeweils 
das erste und das zweite Verzogerungselement (9a, 9b) ein- 
oder ausgeschaltet wird. 



10. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeich- 



25 net, dass die Verzogerungszeit des ersten und/oder des zwei- 
ten Testverzogerungselementes (11a, lib) gemessen wird, indem 
ein Testsignal durch mit dem jeweiligen Testverzogerungsele- 
ment (11a, lib) verbundene Ein- /Ausgangsanschlusse (1, 2) des 
Ein- /Ausgangsanschlusspaares geleitet wird und dessen Signal- 

30 laufzeit bestimmt wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Ein-/Ausschalten des ersten und/oder des zweiten 
Verzogerungselementes (9a, 9b) so durchgefuhrt wird, dass die 
gesamte Verzogerungszeit des ersten und/oder des zweiten Ver- 
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zogerungselementes (9a, 9b) gemaS der gemessenen erst en und 
zweiten Verzogerungszeit so eingestellt wird, so dass die 
Signallage des Signals moglichst genau der Sollsignallage 
entspricht . 

12. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet , dass 
die ermittelte Einstellung bezuglich des Ein-/Ausschaltens 
des ersten und/oder des zweiten Verzogerungselementes (9a, 
9b) dauerhaft in dem integrierten Baustein gespeichert wird, 
so dass die zeitliche Lage des Signals ohne ein erneutes Ein- 
stellen beibehalten wird. 
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Zu s ammen f a s sung 

Integrierter Baustein mit einem Verzogerungselement 

5 Integrierter Baustein mit einem Schaltkreis und mehreren 
Ein-/Ausgangsanschlussen, wobei jeder der Ein-/Ausgangsan- 
schlussen mit einer Treiberschaltung zum Treiben von Aus- 
gangssignalen und mit einer Empf angsschaltung zum Empfangen 
von Eingangssignalen verbunden ist, wobei in dem integrierten 

10 Baustein ein erstes in einen Signalweg eines schaltkreisin- 

ternen Signals zuschaltbares oder abschaltbares Verzogerungs- 
element mit einer ersten Verzogerungszeit vorgesehen ist, vim 
das schaltkreisinternes Signal zu verzogern oder zu beschleu- 
nigen, dadurch gekennzeichnet , dass ein erstes Testverzo- 

15 gerungselement an einem ersten Ein- /Ausgangsanschlusspaar 

vorgesehen ist, das baugleich zu dem ersten Verzogerungsele- 
ment ausgefiihrt ist, um in einem Testvorgang die Verzoge- 
rungszeit durch die Signallauf zeit zwischen den zwei Ein-/ 
Ausgangsanschliissen des ersten Ein-/Ausgangsanschlusspaares 

20 zu bestimmen. 



Figur 1 
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Bezugszeichenliste 



1 Erster Ein-/Ausgangsanschluss 

2 Zweiter Ein-/Ausgangsanschluss 

3 Erste Treiberschaltung 

4 Erste Empf angsschaltung 

5 Zweite Treiberschaltung 

6 Zweite Empf angsschaltung 
V Nutzschaltung 

8 Signalpfad 

9a , 9b, 9c Verzogerungselement 

10 Ver z ogerungs s t euer s cha 1 tung 

11a, lib, 11c Testverzogerungselement 

!2 Erste Datenleitung 

13 Zweite Datenleitung 

14 Tests teuereinheit 

15 Speicherelement 
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